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Abstract
　   A study on thermoluminescence （TL） and thermally stimulated exoelectron emission 
（TSEE） has been performed for LiF single crystal irradiated by focused Ga+ ion beam 
（FIB）. The result indicates that the intensities of TL and TSEE glow spectra depend 
strongly on the accelerating voltage of FIB. A 40keV beam of Ga+ ions leads a very 
intensive peak of TSEE glow around 725K. A beam defining aperture with 300μm size in 
diameter also leads a more intensive peak of TSEE glow around 640K. The TSEE glow 
may be attributed to FA center induced by implantation of Ga+ ions.
Keywords:  Focused ion beam （FIB）, Ga+ ions implantation, Thermoluminescence （TL）, 









　集束イオンビーム（FIB: Focused Ion Beam）技術［１］は，主に透過型電子顕微鏡（TEM: 
Transmission Electron Microscope）などの高倍率観察のための極薄片試料作製に用いられて
いる。また，ナノメートルオーダーの超微細加工が可能であることから，従来の加工法では不




基 の 熱 ル ミ ネ ッ セ ン ス（TL: Thermoluminescence） や 熱 刺 激 エ キ ソ 電 子 放 射（TSEE: 
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